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Commissioning DACscan

Commissioningで測定されたDACスキャンのデータを解析している。

目的はMIPピークを求め、Commissioningでデータが正常にとれているかどうか評価することである。

Commissioningのデータセット（旧）
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2021BeamtestのADC分布



Commissioning DACscan

7月に新たにDACスキャンの測定が行われた。

そのデータを解析し、Single hitやMulti hitでADC分布を求め、MIPピークについて評価した。
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Run Scan DAC0 DAC1 DAC2 DAC3 DAC4 DAC5 DAC6 DAC7

21537 3 48 52 56 60 64 68 72 76

21048 4 68 72 76 80 84 88 92 96

21037 5 88 92 96 100 104 108 112 116

21029 6 108 112 116 120 124 128 132 136

21019 7 128 132 136 140 144 148 152 156

21018 8 148 152 156 160 164 168 172 176 Scan3と4の間でalignmentの問
題が起きていたため、Run番号
が離れている。Commissioningのデータセット（新）



解析方法

Single hit

1. イベント選定

2. 各chip・全chipのADC分布の導出

3. 重複ビンのエントリー数による規格化・補正

Multi hit

1. イベント選定

2. Multi hitのクラスタリング（2,3,4ヒットに制限）

3. 各chip・全chipのADC分布の導出

4. 重複ビンのエントリー数による規格化・補正

5. 各2,3,4ヒットのADC分布の合計（Add）

INTT JP 42023/8/2

今回の解析からは、MIPピーク付近を基準に
規格化を行うようにした。
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Multi hit（2-4ヒットの合計）

module0 module1 module2

いずれもINTT3, Run21018-21537 2-4ヒットのADC分布を合計しても形がなめらかではなく、Fittingしづらい。
→Single hitを中心に解析を進めていく予定である。
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Single hit

module0 module1 module2

いずれもINTT3, Run21018-21537 ノイズが多く見受けられるが、MIPピークらしき小さなピークも
紛れているように見える。



Commissioning DACscan

ビーム入射角度を限定するために、各Chipに分けて解析した。

今回は以下のChip3箇所に分けている。
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Commissioning（1hit）

Chip1,14 Chip7,20 Chip13,26

いずれもINTT3, module0, Run21018-21537
• 目視では90付近のピーク幅を評価しづらく、どのChipに
ビームが垂直に入射しているのか判断しづらい。

• 2箇所ピークがある?



まとめ/今後の予定

DACスキャンRun21018-21537において、新たに解析を行った。

• Multi hitは分布がスムーズではなく、Fitting精度に影響を及ぼす。

• Single hitではDAC値が大きいところでもノイズは多いが、MIPピークらしき箇所があるため引き続き解
析を行う。

今後の予定

• Single hit解析

• Hot channel除去のAuto化

INTT JP 92023/8/2



Back up
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New dataset
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中川さんスライド（230706_DAC_Scan）

Run Scan DAC0 DAC1 DAC2 DAC3 DAC4 DAC5 DAC6 DAC7

21537 3 48 52 56 60 64 68 72 76

21048 4 68 72 76 80 84 88 92 96

21037 5 88 92 96 100 104 108 112 116

21029 6 108 112 116 120 124 128 132 136

21019 7 128 132 136 140 144 148 152 156

21018 8 148 152 156 160 164 168 172 176



規格化1-4ヒット
（MIPピーク基準）
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Commissioning

1ヒット 2ヒット 3ヒット 4ヒット

いずれもINTT3, module0, Run21018-21537
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Commissioning

1ヒット 2ヒット 3ヒット 4ヒット

いずれもINTT3, module1, Run21018-21537
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Commissioning

1ヒット 2ヒット 3ヒット 4ヒット

いずれもINTT3, module2, Run21018-21537



2023/8/1 重イオンMT 16

Commissioning

1ヒット 2ヒット 3ヒット 4ヒット

いずれもINTT3, module0, Run21018-21537
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Commissioning

1ヒット 2ヒット 3ヒット 4ヒット

いずれもINTT3, module1, Run21018-21537
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Commissioning

1ヒット 2ヒット 3ヒット 4ヒット

いずれもINTT3, module2, Run21018-21537



規格化1ヒット
（MIPピーク基準）
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Commissioning（1hit）

module0 module1 module2

いずれもINTT3, Run21018-21537
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Commissioning（1hit）

module0 module1 module2

いずれもINTT3, Run21018-21537



規格化2-4ヒット
（MIPピーク基準）
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Commissioning（2-4hit）

module0 module1 module2

いずれもINTT3, Run21018-21537
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Commissioning（2-4hit）

module0 module1 module2

いずれもINTT3, Run21018-21537



各Chipごと
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新旧データの比較

旧 新 旧 新

いずれもINTT3, module0

1ヒット 2ヒット

※MBD有：Scan3-8
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1hit（Chip1,14）

module0 module1 module2

いずれもINTT3, Run21018-21537



2023/8/2 INTT JP 28

1hit（Chip7,20）

module0 module1 module2

いずれもINTT3, Run21018-21537
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1hit（Chip13,26）

module0 module1 module2

いずれもINTT3, Run21018-21537
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1hit（Chip1,14）

module0 module1 module2

いずれもINTT3, Run21018-21537
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1hit（Chip7,20）

module0 module1 module2

いずれもINTT3, Run21018-21537
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1hit（Chip13,26）

module0 module1 module2

いずれもINTT3, Run21018-21537
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